AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

(TUAM)

11.01.2024 Tarihi Itibariyle TUAM Analiz Fiyat Listesi KDV
HARIC

Numune Hazirlama 200
A-) MIKROYAPI ANALIZLER
1-Karbon Kaplama (4 adete kadar) 150
2-Altin Kaplama (4 adete kadar) 200
3-SEM Analizi (TL/Saat) 600
4-SEM + EDX Analizi (TL/Saat) 700
B-)ATOMIK KUVVET MiKROSKOBU (AFM)
1-Temas (Contact) Modu 550
2-Temassiz (Non-Contact) Modu 650
3-Diger AFM Modu 800
C-) X-ISINLARI DiIFRAKSIYONU (XRD) (ADET)
1-XRD-Standart Patern Incelemesi 300
2-XRD-Kalitatif Analiz 400
3-XRD-Standart Patern Incelemesi - Kalitatif Analiz 600
4-XRD-Detay Kil Standart Patern Cekimi 800
5-XRD-Yiiksek Sicaklik Faz Analizi (25 °C — 800 °C) 1.600
6-XRD-Yiiksek Sicaklik Faz Analizi (800 °C— 1600 °C) 3.200
D-) YAKIT ANALIZLERI
1-Kikirt Tayini 300
2-Kalori Tayini (Komir, Fuel-Oil vb.) 1.000
3-Yerli Kémir Tam Analiz (Kalori + Nem+ Kl + Kiikirt Tayini) 2.000
4-ithal Kémiir Tam Analiz (Kalori + Nem+ Kiil+ Kikiirt + Ugucu Madde) 2.400
E-) ISIL iISLEMLER VE ANALIZLER
1-TG DTA Analizi 0-1 Saat (25 °C-1600 °C) 450
2-TG DTA Analizi 1-3 Saat (25 °C-1600 °C) 550
3-TG DTA Analizi 3-7 Saat (25 °C-1600 °C) 750
4-TG DSC Analizi 0-1 Saat (25 °C-1600 °C) 500
5-TG DSC Analizi 1-3 Saat (25 °C-1600 °C) 600
6-TG DSC Analizi 3-7 Saat (25 °C-1600 °C) 800
7-Is1 Kapasitesi Ol¢iimii 1.000
F-) MEKANIK ISLEMLER VE ANALIiZLER
1-Soguk Izostatik Pres (CIP) 250
2-Mikrosertlik Olctimii (5 iz/numune) 250
G-) Yuzey ve Gozeneklilik (Porozite) Analizleri
1-BET Cihaz1 Yiizey Alam Olgiimii Cok Noktal1 (Tek Nokta) 400
2-BET Cihaz1 Yiizey Alam Olciimii Cok Noktal1 (5 Nokta) 600
3-BET Cihaz Yiizey Alami Olgiimii Cok Noktali + Gozenek Dagilimi 800
4-Cival1 Porozimetre Analizi 1.000
H-) DIELEKTRIK OZELLIKLER
1-Oda Sicakliginda 250
2-Yiiksek Sicaklik (25°C — 400 °C) 500
3-Yiiksek Sicaklik (25°C — 800 °C) 750
4-Yiiksek Sicaklik (25°C — 1000 °C) 1.000
I-) PIEZOELEKTRIK OZELLIKLER
1-Piezoelektrik Sabiti (d) Olgiimii 100
2- Piezoelektrik Sabiti (d) Olgiimii Olgiimii (Oda Sicakligi Kutuplama) 200
3- Piezoelektrik Sabiti (d) (Yiiksek Sicaklik Kutuplama) 400
i-) METALLERDE ELEMENTEL ANALIZ
1-Optik Emisyon Spektrometresi (OES) 350
J-) TOZ MALZEME ANALIZIi
1-Tane Boyut Dagilimi Tayini 350
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ACIKLAMALAR:
Fiyatlara KDV dahil degildir!

1- Tiim analiz talepleri icin TUAMSIS Laboratuvar yazilimina kayit olunmasi ve ilgili analiz talep
formlarinin 6nceden doldurulmus olmasi zorunluluktur!

2- Iletken olmayan metal disi numunelerin SEM ve SEM-EDX analizi oncesi (Altin veya Karbon)
kaplanmasi zorunludur! Liitfen birimden 6n bilgi aliniz!

3- SEM, SEM-EDX ve AFM analiz licretleri saatliktir. Minimum analiz siiresi 1 saattir, 1 saati asan
analizler i¢in toplam siire dakika olarak 60’a boliinerek hesaplanir.

4- Standart XRD Analizi 1 saat olup, siireyi asan her bir saat i¢in standart analiz bedelinin yaris1 kadar
tcrete ilave edilir.

5- Yiiksek Sicaklik Dielektrik Ozellikler 6l¢iimlerinde standart analiz siiresi en fazla 5 saattir. Yavas
1sitma veya siireyi uzatacak herhangi bir 6zel talebe bagl olarak toplam 5 saati asan ol¢iimler igin
standart analiz bedelinin yaris1 kadar Ucrete ilave edilir.

6- Elektriksel 6l¢iimlerde elektrotlama islemi sirasinda numunenin her iki yilizeyi i¢in birer defa
kaplama yapilmasi gerektiginden, set (4 numune) basina 2 kati ticret alinir.



